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高频镍锌铁氧体磁芯电磁性能测试技术规范

1 引言

为统一高频镍锌铁氧体磁芯关键电磁性能的测试方法、技术条件及结果评价要求，保障产品质量一

致性与稳定性，支撑我国高频磁性元器件产业高质量发展，促进国内外技术交流与贸易便利化，特制定

本规范。本规范依据国家相关法律法规、强制性国家标准及行业技术发展需求编制，严格遵循“技术精

准化、判定科学化、管理规范化”原则，在技术层面明确精准的参数定义与科学的判定方法，在质量管

理层面强化测试溯源性、测量不确定度评定及报告规范性，为全国范围内磁芯研制、生产、应用、检验

检测及科研等单位提供科学、统一、可重复、可追溯的测试技术依据，推动高频磁性材料及元器件行业

技术进步与产业升级。技术要求与测试方法兼顾科学性、先进性、实用性与规范性，参考国际先进标准

并结合我国产业实际情况，精准界定核心参数定义，规范科学的测试判定流程，严格落实测量溯源性要

求，系统纳入测量不确定度评定内容，确保测试结果具备权威性、可比性、溯源性与可靠性。本规范可

作为高质量团体标准或行业标准草案，适用于指导各类高频镍锌铁氧体磁芯产品的质量控制、性能评价、

检验检测及科研验证工作。

2 范围

本规范规定了高频镍锌铁氧体磁芯（以下简称“磁芯”）在室温环境下主要电磁性能的精准测试原理、

测试设备技术要求、样品管控要求、测试条件、标准化测试程序、数据处理（含测量不确定度评定）及

测试报告的规范化内容。适用于工作频率范围为1MHz至300MHz的镍锌铁氧体软磁磁芯电磁性能的精

准测量与科学评价，涵盖起始磁导率、振幅磁导率、功率损耗、静态磁滞特性（饱和磁通密度、剩磁、

矫顽力）、阻抗频率特性及居里温度等关键性能指标。本规范明确了各指标的精准定义、科学判定方法、

测量溯源要求及不确定度评定要点，其他类似结构与用途的软磁铁氧体磁芯，可参照本规范执行。

3 规范性引用文件
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下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。所有引用文件均需具备

可追溯性，确保本规范技术要求与判定方法的合规性与科学性。

GB/T 9637-2022 磁性材料；

GB/T 11436-2023 软磁铁氧体材料分类；

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定；

GB/T 27418-2018 测量不确定度评定和表示；

IEC 60401-3:2022 软磁磁芯的命名规范第3部分：磁芯尺寸指南；

IEC 62044-3:2022 磁性材料制成的磁芯测量方法第3部分：在高磁通密度下的磁性能；

IEC 63093-12:2021 铁氧体磁芯电气和机械特性及其测量方法第12部分：功率应用用磁芯的测量指南；

JJG 1001-2023 通用计量术语及定义；

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示。

4 术语和定义

GB/T 9637-2022、JJG 1001-2023界定的术语和定义适用于本文件。为确保本规范测试工作的精准性

与统一性，明确核心测试指标的科学内涵，避免歧义，补充下列精准化术语和定义：

4.1 起始磁导率（μi）

在磁中性状态下，磁感应强度B趋近于零时，复数磁导率的实部值，表征材料弱场下的磁导能力。

本规范统一规定测试条件：施加磁场强度幅值H≤0.4A/m，测试频率选用10kHz（允许偏差±0.1kHz）或

100 kHz（允许偏差±0.1kHz），测试信号电平≤0.1Vrms，测试温度(25±2)℃，测试报告中需明确标注所

选测试频率及相关条件。

4.2 振幅磁导率（μa）

在指定频率、指定峰值磁通密度的周期性正弦交变磁场作用下，磁感应强度峰值Bm与磁场强度峰

值Hm的比值，计算公式为μa=Bm/(μ0·Hm)，其中μ0为真空磁导率（4π×10⁻⁷H/m，精确取值），Bm单位

为T，Hm单位为A/m。该指标表征材料在特定交变磁场条件下的有效磁导能力。

4.3 功率损耗（Pv）
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单位体积磁芯在指定频率、指定峰值磁通密度的正弦交变磁场作用下，一个磁化周期内所消耗的总

能量，包括磁滞损耗、涡流损耗及剩余损耗，其数值与工作频率f、磁通密度峰值Bm及材料特性密切相

关。单位优先采用kW/m³，亦可采用mW/cm³（换算关系：1kW/m³=1mW/cm³），测试报告中需明确标

注测试频率、Bm值及单位。

4.4 饱和磁通密度（Bs）

在指定温度（本规范统一为(25±2)℃）下，随着磁场强度H单调增加，磁感应强度B的增长速率降

至初始增长速率10%以内时的B值，表征材料磁化饱和时的磁通量承载能力。本规范统一规定测试磁场

强度H=1194A/m（允许偏差±1%），以此条件下测得的B值作为Bs定值，确保测试结果的可比性。

4.5 剩磁（Br）

磁芯在指定温度（(25±2)℃）下经饱和磁化（H≥2000A/m）后，去除外施磁场（H降至0）时，剩余

的磁感应强度，是表征磁芯磁滞特性的核心指标之一，测试前需确保样品完全退磁至磁中性状态。

4.6 矫顽力（Hc）

在指定温度（(25±2)℃）下，磁芯经饱和磁化后，施加反向磁场使磁感应强度从剩磁Br降至0时所

需的反向磁场强度绝对值，反映磁芯抵抗磁化状态变化的能力，测试需与剩磁测试同步进行，基于同一

磁滞回线数据提取。

4.7 阻抗频率特性

在指定偏置条件（无直流偏置或指定直流偏置）、恒定幅值激励信号（电压或电流）作用下，磁芯

（含测试线圈）的复数阻抗Z(ω)（含电阻分量R、感抗分量Xl、容抗分量Xc）或有效磁导率随工作频率

变化的规律，测试频率范围覆盖1MHz～300MHz，是评估磁芯高频应用适配性的关键依据。

4.8 居里温度（Tc）

铁氧体材料由亚铁磁性（或铁磁性）转变为顺磁性的临界温度，超过该温度后，材料的起始磁导率

将急剧下降（通常降至室温值的10%以下），磁性能基本丧失实用价值。本规范采用起始磁导率突变法

判定Tc，明确两种科学判定方法并规定优先顺序。

5 测试条件通用要求

5.1 环境条件
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测试环境应满足下列精准管控要求，所有环境参数均需实时监测、记录并留存溯源依据：温度控制

在(25±2)℃，采用多点（不少于3个测点）测温方式，测点分布均匀，确保环境温度均匀性≤±0.5℃，测

温设备精度不低于±0.1℃，经法定计量机构校准合格并在有效期内；相对湿度保持在45%～75%，配备

高精度湿度调控与监测设备，精度不低于±1%RH，定期校准；大气压范围为86kPa～106kPa，实时记录

实测值。测试场地应远离强电磁干扰源（如大功率射频设备、高压输变电装置，距离不小于10m），避

免强烈机械振动（振动加速度≤0.1g），无腐蚀性气体、粉尘及其他有害污染物，场地环境需定期检测

并记录，确保测试过程不受外部环境因素干扰，保障测试结果的稳定性与准确性。

5.2 样品预处理

测试前，样品需执行全流程可追溯预处理：样品需逐一编号标识，标识信息包含样品型号、生产批

次、生产商、取样日期、取样人等关键溯源信息；样品需在本规范规定的测试环境下静置不少于24小时

（静置时间精确记录至小时），实现样品温度与环境温度的完全平衡，消除温度梯度对测试结果的影响；

样品表面应采用无水乙醇清洁，确保无油污、无粉尘，清洁后检查表面状态，无机械损伤、无裂纹，若

样品表面有防护涂层，需确保涂层完整无脱落、无破损，涂层破损或存在机械损伤的样品不得用于测试，

样品预处理过程需全程记录并存档。

5.3 样品安装

样品安装需严格遵循规范操作流程，确保安装过程可追溯、无附加干扰：样品应稳固安装于经校准

合格的专用测试夹具中，安装过程中采用扭矩扳手控制安装力度，避免对样品施加额外机械应力（应力

值≤5N），确保样品与夹具接触良好、定位精准，定位偏差≤0.1mm；测试线圈应采用规定直径（误差

≤±0.01mm）的高强度漆包线，均匀、紧密地绕制在样品指定位置（如环形磁芯绕制于整周、E型磁芯绕

制于中柱），绕线张力恒定（张力值50～100mN），避免因张力过大导致样品变形或线圈绝缘层破损，

线圈匝数精确计数（误差≤±1匝）并记录，绕线完成后采用万用表检测线圈通断性，确保无匝间短路；

样品安装、线圈绕制的操作人员、操作时间、设备信息等均需详细记录，形成完整溯源链条。

6 测试方法与程序

6.1 起始磁导率（μi）测试

6.1.1 测试原理：采用高精度电桥法进行测试，在本规范规定的弱磁场（H≤0.4A/m）、指定低频

条件下，通过测量绕制测试线圈的磁芯样品的串联电感量Ls（实部）和损耗电阻Rs，计算得到起始磁

导 率 实 部 μi' （ 本 规 范 中 μi=μi' ） 及 相 对 损 耗 因 数 tanδ/μi。 核 心 计 算 公 式 精 准 表 述 为 ：
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μi=(Ls·le)/(N²·μ0·Ae)×10³，其中：Ls为测量电感量（单位：H，精确至10⁻⁹H）；le为磁芯有效磁路长度

（单位：mm，精确至0.01mm）；N为测试线圈匝数（整数，精确计数）；Ae为磁芯有效截面积（单位：

mm²，精确至0.01mm²）；μ0为真空磁导率（4π×10⁻⁷H/m，精确取值）。测试过程中需考虑线圈分布电

容、测试夹具损耗等系统误差，为不确定度评定提供依据。

6.1.2 测试设备：测试设备应满足下列技术要求，且全部经法定计量机构校准合格，校准证书有效

并留存溯源：精密阻抗分析仪或电感电容电阻（LCR）测量仪，基本精度不低于0.1%，频率范围覆盖

10kHz～100kHz，电感测量分辨率不低于1nH，电阻测量分辨率不低于0.01Ω；专用测试夹具及绕线装置，

夹具电接触电阻≤0.01Ω，定位精度≤0.05mm，绕线装置可精准调节绕线张力（调节范围0～200mN，精

度±1mN）；几何尺寸测量工具，包括数显卡尺（精度±0.01mm）、测微尺（精度±0.001mm）、投影仪

（放大倍数≥20倍，精度±0.01mm），用于精准测量磁芯有效参数；所有设备需定期维护、校准，校准

周期不超过12个月，设备使用记录、校准证书编号等信息需全程追溯。

6.1.3 测试程序：首先，精准测量磁芯的有效截面积Ae、有效磁路长度le，每个参数重复测量3次，

取平均值作为有效数据，测量数据精确记录至0.01mm，测量工具的校准证书编号同步记录；若采用供

应商提供的有效参数，需确认该参数经第三方认证或具备完整溯源链条，供应商提供的参数证明文件需

留存归档。其次，按规定要求选用合适直径的漆包线，在磁芯指定位置均匀绕制测试线圈，匝数N按测

试方案确定（如环形磁芯通常绕制10匝，E型磁芯绕制于中柱），绕制完成后检查线圈完整性，用万用

表检测无短路、虚接情况，记录绕线张力、漆包线直径、绕制人员及时间。随后，将样品平稳接入测试

夹具，连接测试仪器，仪器预热不少于30分钟，设置测试频率为(100.0±0.1)kHz（或指定的10kHz），测

试信号电平≤0.1Vrms，按仪器操作规程进行参数校准，校准记录留存。接着，启动测试程序，每个样品

重复测量3次，每次测量间隔不少于1分钟，记录每次测量的Ls和Rs数据，计算3次测量结果的平均值、

标准差，作为后续不确定度评定的A类标准不确定度来源。最后，依据核心计算公式精准计算起始磁导

率μi，记录所有测试参数、测量数据、计算过程及结果，形成完整的溯源记录。

6.2 振幅磁导率（μa）及功率损耗（Pv）测试

6.2.1 测试原理：采用示波器法（首选方法）或功率计法进行测试，两种方法均需对绕制有初级线

圈N1和次级线圈N2的磁芯样品施加标准正弦波励磁信号（失真度≤1%）。通过高精度测量初级线圈两

端电压U1(rms)、初级电流I1(rms)及次级线圈感应电压U2(rms)，结合磁芯有效参数，分别计算峰值磁通

密度Bm、峰值磁场强度Hm、振幅磁导率 μa及功率损耗 Pv。核心计算公式精准表述为：

Bm=U2(rms)/(4.44·f·N2·Ae)×10³ （ 单 位 ： T ） ； Hm=(N1·I1(rms)·√2)/le （ 单 位 ： A/m ） ；

Pv=(U1(rms)·I1(rms)·cosφ)/Ve（单位：kW/m³）。其中：U2(rms)为次级电压有效值（单位：V，精确至



T/GXDSL —2026

6

10⁻⁶V）；I1(rms)为初级电流有效值（单位：A，精确至10⁻⁶A）；cosφ为初级电压与电流的相位差余弦

值（精确至0.001）；Ve为磁芯有效体积（单位：mm³，精确至0.01mm³）；f为测试频率（单位：Hz，

精确至1Hz）；N1、N2为初、次级线圈匝数（整数，精确计数）。测试过程中需考虑探头相位误差、

线路损耗、环境干扰等因素，纳入不确定度评定体系。

6.2.2 测试设备：测试设备应包含以下核心组件，所有设备均需经法定计量机构校准合格，具备有

效校准证书并全程溯源：高频功率放大器，输出信号为标准正弦波，频率范围覆盖1MHz～300MHz，

输出功率≥10W，频率精度±1Hz，失真度≤1%；宽频带、高精度电压探头和电流探头（或罗氏线圈），

电压探头带宽不低于测试频率的3倍，输入阻抗≥100MΩ，精度不低于0.2%；电流探头带宽不低于测试

频率的3倍，精度不低于0.5%，罗氏线圈变比误差≤0.3%；数字示波器（带宽≥100MHz，采样率≥1GS/s）

或高频功率分析仪（精度不低于0.1级），示波器垂直分辨率≥8位，可精准捕捉信号波形与相位差；数

据采集与处理系统，具备信号分析、参数计算、数据存储及追溯功能，可自动计算Bm、Hm、μa、Pv

及相关统计参数；所有设备校准周期不超过12个月，使用前需进行功能验证，设备使用记录、校准信息

等全程留存。

6.2.3 测试程序：第一步，样品准备，在磁芯上绕制初级线圈N1和次级线圈N2（通常推荐N1=5匝、

N2=5匝，匝数精确计数并记录，误差≤±1匝），线圈绕制应紧密均匀，匝间间距≤0.1mm，避免匝间短

路，绕线完成后用万用表检测线圈通断性，记录绕线参数。第二步，搭建测试电路，按仪器操作规程连

接高频功率放大器、电压探头、电流探头、示波器及样品，连接完成后检查电路完整性，对探头进行相

位校准和幅值校准，校准数据记录留存，确保信号传输精准。第三步，参数设置，根据测试方案设定测

试频率f（典型测试频率点包括1MHz、5MHz、10MHz、20MHz、50MHz，频率偏差≤±1Hz），记录设

定频率值。第四步，励磁调节，调节高频功率放大器输出，使磁芯磁通密度Bm达到设定值（典型设定

值包括1mT、5mT、10mT，偏差≤±5%），确保励磁信号为标准正弦波，失真度≤1%，通过示波器观察

信号波形，确认无明显失真。第五步，信号采集，同步采集初级电压U1(t)、初级电流I1(t)及次级电压

U2(t)的实时波形，采集时长不少于3个磁化周期，采样率设置为测试频率的10倍以上，确保数据完整性，

每个测试点重复采集3次。第六步，数据处理，通过数据处理软件对采集的波形数据进行分析，计算得

到U1(rms)、I1(rms)、U2(rms)、cosφ、Bm、Hm、μa及Pv数值，计算3次测量结果的平均值、标准差，

作为不确定度评定依据。第七步，重复测试，在同一频率下改变磁通密度Bm的设定值，重复上述测试

步骤；更换测试频率，按相同流程完成不同频率下的测试，所有测试数据、参数设置、操作人员、测试

时间等信息均需详细记录，形成完整溯源链条。

6.3 静态磁滞回线（Bs、Br、Hc）测试
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6.3.1 测试原理：采用冲击法或直流磁滞回线测试仪（B-H分析仪，首选方法）进行测试，对磁芯

样品施加准静态（频率≤1Hz）循环磁化场，使样品经历完整的磁化-退磁-反向磁化-反向退磁循环过程，

实时、精准测量磁感应强度B与磁场强度H的对应关系，绘制完整的B-H磁滞回线（磁滞回线重复性误

差≤2%）。基于绘制的磁滞回线，科学提取饱和磁通密度Bs、剩磁Br及矫顽力Hc等关键参数，提取方

法统一规范，确保测试结果的可比性与权威性。

6.3.2 测试设备:核心测试设备包括：直流磁滞回线绘图仪或带积分器的B-H分析仪，具备准静态磁

化场输出功能，磁场强度测量范围0～5000A/m，精度不低于0.5%，磁感应强度测量范围0～2T，精度不

低于0.5%，可自动绘制B-H磁滞回线并提取参数；直流励磁电源，可提供连续可调的直流电流，最大输

出电流≥10A，电流调节精度≤0.1%，纹波系数≤0.5%；磁通检测线圈，采用直径0.1～0.2mm漆包线绕制，

匝数根据样品尺寸合理确定（通常50～200匝），线圈绝缘电阻≥100MΩ；样品定位夹具，定位精度≤0.1mm，

可避免样品受力变形；所有设备均需经法定计量机构校准合格，校准证书有效，校准周期不超过12个月，

设备使用记录、校准信息全程溯源。

6.3.3 测试程序:首先，对测试样品进行规范退磁处理，将样品置于退磁装置中，施加频率从50Hz

逐渐降至0Hz、幅值从1000A/m逐渐衰减至0的交变磁场，使样品达到磁中性状态（剩余磁感应强度≤1mT），

退磁过程参数记录留存。其次，将退磁后的样品安装于测试夹具，连接磁通检测线圈与直流励磁电源，

确保电路连接可靠，无接触不良情况，记录样品安装信息。随后，设置直流励磁电源参数，使磁场强度

从0缓慢增加至饱和值（通常H≥2000A/m），升压速率≤100A/m·s，之后缓慢降低磁场强度至0，再施加

反向磁场并逐渐增加至饱和，最后降低反向磁场强度至0，完成一个完整的磁化循环，循环速率≤1Hz。

在此过程中，仪器实时记录B与H的对应数据，绘制完整的B-H磁滞回线，回线绘制分辨率≥1000个数据

点。最后，从磁滞回线上科学提取相关参数：Bs取H=1194A/m时对应的B值（插值计算，精度±1mT）；

Br取磁场强度为0时对应的B值（精度±1mT）；Hc取磁感应强度为0时对应的反向磁场强度值（精度

±0.1A/m）。每个样品至少测试2次，2次测试结果的相对偏差≤2%，取平均值作为最终结果，所有测试

数据、曲线、参数提取过程均需记录归档，实现全程溯源。

6.4 阻抗频率特性测试

6.4.1 测试原理:采用矢量网络分析仪（VNA，首选方法）或高精度阻抗分析仪，在宽频带范围内

（1MHz～300MHz），对磁芯样品施加指定偏置条件（无直流偏置，特殊要求除外）、恒定幅值（≤0dBm）

的激励信号，精准测量样品的复数阻抗Z(ω)（含电阻分量R、感抗分量Xl）或S参数，通过标准化公式

将S参数转换为复数磁导率μ(ω)（实部μ'、虚部μ''）频谱特性。通过分析测试数据，得到阻抗、感抗、磁
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导率实部/虚部等参数随频率的变化规律，科学提取阻抗峰值频率、截止频率等特征参数，评估磁芯在

高频段的电磁响应特性，测试过程中需考虑夹具寄生参数、线缆损耗等因素，纳入不确定度评定。

6.4.2 测试设备:测试设备主要包括：矢量网络分析仪（VNA），频率范围需完整覆盖1MHz～

300MHz，频率精度±1Hz，幅值精度±0.1dB，相位精度±0.1°，具备双端口测试功能，源功率可调节（0～

-40dBm）；专用射频测试夹具（如磁芯测试座），具备良好的射频屏蔽性能（屏蔽衰减≥80dB）与阻抗

匹配特性（50Ω，反射系数≤-20dB），避免测试信号反射与外部干扰；校准件，包括开路、短路、负载

（50Ω）校准件，经法定计量机构校准合格，校准证书有效；线圈绕制工具，可精准控制绕线匝数、张

力，绕线精度±1匝；所有设备需按操作规程进行全双端口校准，校准周期不超过12个月，校准数据、设

备使用记录全程留存溯源。

6.4.3 测试程序:首先，按仪器操作规程对矢量网络分析仪及测试夹具进行全双端口校准，校准频

率范围覆盖1MHz～300MHz，校准点不少于20个/十倍频，校准完成后验证校准精度（反射系数≤-25dB），

校准数据记录留存。其次，准备测试样品，根据样品结构绕制单匝或少数匝测试线圈（匝数精确计数并

记录），或直接利用测试夹具电极与样品接触，将样品平稳装入测试夹具，确保样品定位精准、接触良

好，无额外寄生电容/电感，记录样品安装信息。随后，设置矢量网络分析仪参数，扫描频率范围为1MHz～

300MHz，扫描类型为线性扫描，扫描点数不少于1000个，源功率设定为≤0dBm，测试参数选择S参数

（优先测试S11），信号带宽≤100Hz。启动扫描测试程序，仪器自动测量并记录不同频率下的S参数数

据，每个频率点重复测量3次，取平均值作为有效数据。测试完成后，通过仪器自带软件或专用数据处

理软件，按标准化公式将S参数转换为阻抗Z或磁导率μ频谱数据，绘制阻抗频率特性曲线、磁导率频谱

曲线，分析参数随频率的变化规律，科学提取特征频率点及关键指标数据。所有测试参数设置、校准数

据、原始测试数据、处理结果均需详细记录，形成完整的溯源链条，确保测试过程可复现、结果可追溯。

6.5 居里温度（Tc）测试

6.5.1 测试原理:基于铁氧体材料磁性能随温度变化的特性，在可控升温过程中，持续、精准测量

磁芯的起始磁导率μi（或饱和磁化强度Ms）随温度的变化规律。当温度升高至某一临界值时，μi（或

Ms）将发生急剧下降，该临界温度即为居里温度Tc。本规范统一采用起始磁导率法进行测试，通过监

测电感量Ls的变化（μi由Ls精准计算得出）间接表征磁性能变化。明确Tc科学判定方法及优先级：优先

采用外推法（主方法），辅助采用百分比法（验证方法），两种方法判定结果的偏差≤5℃，确保Tc判

定的科学性与准确性。

6.5.2 测试设备:测试设备由以下部分组成：可编程温控箱，温度控制范围覆盖室温至预计Tc以上

50℃，控温精度±1℃，升温速率可调节（0.5℃/min～5℃/min）；内置式电感测试夹具，安装于温控箱
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内，具备耐高温、抗干扰性能；LCR测量仪，精度不低于0.1%，测试频率选用10kHz（低频弱信号）；

温度传感器及记录仪，温度传感器精度±0.5℃，可实时采集温控箱内温度数据并同步记录。

6.5.3 测试程序:首先，将绕制好测试线圈的样品安装于温控箱内的专用夹具，连接LCR测量仪与

温度传感器，确保线路连接可靠，不受升温过程影响；其次，设置温控箱参数，升温速率设定为2℃/min，

升温终点设定为预计居里温度Tc以上50℃，启动温控程序；在升温过程中，LCR测量仪以固定时间间隔

（或固定温度间隔）连续测量样品的电感量Ls，温度传感器同步记录对应温度数据，测量频率固定为

10kHz，测试信号电平≤0.1Vrms；升温至设定终点后，停止测试，整理测试数据，根据电感量Ls计算得

到不同温度下的起始磁导率μi；最后，绘制μi-T特性曲线，采用外推法或百分比法确定居里温度Tc——

外推法为将曲线陡降部分延长，与温度轴的交点即为Tc；百分比法为取μi下降至室温值50%时对应的温

度作为Tc，测试报告中需明确所采用的Tc判定方法。

7 数据处理与结果表述

7.1 数据修约

所有测量数据及计算结果均需按照GB/T 8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》进行修约，

确保数据的规范性与可比性。各类参数的修约位数统一规定如下：起始磁导率μi、振幅磁导率μa保留三

位有效数字；功率损耗Pv保留两位有效数字，单位优先采用kW/m³；饱和磁通密度Bs、剩磁Br精确至1mT；

矫顽力Hc精确至0.1A/m；居里温度Tc精确至1℃。修约过程中需严格遵循“四舍六入五考虑”的原则，避

免人为误差。

7.2 结果表述

测试结果的表述需完整、清晰、可追溯，核心内容应至少包含：本规范的标准编号；样品核心标识

信息，包括样品型号、生产批次、生产商名称、样品规格尺寸等；样品有效参数，包括有效截面积Ae、

有效磁路长度le、有效体积Ve等；测试环境条件，包括测试温度、相对湿度、大气压等实际测量值；测

试设备信息，包括设备名称、型号规格、生产厂家、校准证书编号及校准有效期；详细测试条件，包括

测试频率、磁通密度设定值、测试信号电平、线圈匝数、升温速率（居里温度测试）等关键参数；各项

电磁性能指标的测试原始数据、计算过程、修约后结果，建议结合特性曲线图辅助说明（如μi-T曲线、

阻抗频率特性曲线、磁滞回线等）；测试日期、测试人员签名、审核人员签名等溯源信息。

8 测试报告
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测试报告应符合国家计量技术规范及行业管理要求，格式规范、内容完整、数据真实、结论明确，

确保测试结果具备法律效力与可追溯性。测试报告需加盖测试单位公章，经授权签字人签字后生效。报

告正文应包含引言、测试依据、测试样品信息、测试设备与环境条件、测试方法与程序、数据处理过程、

测试结果、结论等核心章节，必要时可增加附加说明部分，对测试过程中的特殊情况、异常数据及结果

分析进行补充说明。

9 附则

本标准由广西电子商务企业联合会负责解释。本标准自发布之日起试行，试行期为一年。试行期满

后，根据实施反馈情况进行修订和完善。各相关单位可依据本标准制定具体的实施细则。若本标准与国

家新颁布的法律法规或强制性标准有不一致之处，应以国家法律法规和强制性标准为准。本标准所引用

的规范性引用文件如有更新，其最新版本适用于本标准。广西电子商务企业联合会将根据技术发展和应

用需求，适时组织对本标准的复审与修订工作，以保障其持续的先进性和适用性。本标准的有效实施，

有赖于各级医疗机构、主管部门、技术服务商和各相关方的共同努力，通过规范智慧医院数据互联互通

共享技术，推动医疗健康数据资源有效整合与安全共享，提升医疗服务质量和效率，促进智慧医院建设

规范化发展，为推进健康中国建设提供技术支撑。

_________________________________
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